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Petnieciskie darbi

Si virsmas morfologijas ietekmes novéertésana
uz plano rezistivo kartinu kvalitati

Testa strukturu lazer “trimming”.

Atkartotu darbibas stabilitates testu veikSana,
datu apkoposana

Pétijuma datu analize, secinajumu
sagatavosana, zinasanu apkoposana



Si virsmas morfologijas

Parauga numurs Si0, Si;N, AIN Resist.
M-7-0 Tirs Si bez oksidesanas
M-7-1 0.3 mkm - -
M-7-2 0.3 mkm 0.11 mkm - -
M-7-3 0.3 mkm 0.11 mkm Bez temp. -
M-7-4 0.3 mkm 0.11 mkm 450 °C 1 kOm/o
M-7-5 0.3 mkm 0.11 mkm 450 °C 4.5 kOm/o
M-7-6 0.3 mkm 0.11 mkm 600 °C 1 kOm/o
M-7-7 0.3 mkm 0.11 mkm 600 °C 4.5 kOm/o
M-7-8 0.3 mkm 0.11 mkm 700 °C 1 kOm/o
M-7-9 0.3 mkm 0.11 mkm 700 °C 4.5 kOm/o
M-7-10 0.3 mkm 0.11 mkm 900 °C 1 kOm/o
M-7-11 0.3 mkm 0.11 mkm 900 °C 4.5 kOm/o
M-7-12 0.3 mkm 0.11 mkm - 1 kOm/o
M-7-13 0.3 mkm 0.11 mkm - 4.5 kOm/o
M-7-14 0.3 mkm 0.11 mkm - 1 kOm/o
M-7-15 0.3 mkm 0.11 mkm - 4.5 kOm/o
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Testa struktura
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Testa struktura tiek veidota ka
rezistiva matrica-dalitajs, ko
var kalibréet ar lazera palidzibu.
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Testa strukturu topologi
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Rs péc

Rezistora nominals

Grupas Nr. Paliktnis nom. Rs, Dvedziné- Dedzina- PTK min., PTK vid., PTK maks., péc iestatijuma,
kQ/o SanasT | . ppm ppm ppm
$anas, kQ/o Rnom
4-47 Si-Si0,-SizN, 5 700 °C 3.171 -23 0 32 100kQ
5-64 Si-SiO,-Si;N,-AIN 4 600 °C 1.749 -55 -35 -23 50kQ
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Atkartotu darbibas stabilitates testu

veiksana

Eskperiments. Nrl
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nrl

Absolutas klidas izmainas rezistoram R1
0,7

0,6 A

0,5
s 0,4
= ,

“© 0,3
0,2

0,1
[ \

0 20 40 60 80 100

t, stundas

A1(-|-k)_A1(-|-k—1) 100%

5A1(T): R(T._.)

Grupa 4-47.

Absoliitas kliidas izmainas rezistoram R2
0,7

0,6

A
0,5
s 0,4
g
w 0,3

0,2

0,1 :
— _
o —

0 20 40 60 80 100

t, stundas

A2(-I-k)_A2(-|-k—1) 100%

5A2(T): R,(T. )



Eskperiments. Nrl

A6,,, ppm

Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nrl Grupa 5-56.
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nrl Grupa 5-56.
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nrl

A6,,, ppm
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Atkartotu darbibas stabilitates testu

veiksana

Eksperimenta ietekmes uz PTK rezultati

Grupa 4-47 Grupa 5-56
PTK, R1 PTK, R1 PTK, A, PTK, R1 PTK, R1 PTK, A,
id, [1dz test
A S 178 16.7 -0.003 23.08 22.9 -0.003
veikSanai
i ec test
vid, pec testu 12 114 -1.25 24 235 0
veikSanas
o, l1dz testu veikSanai 10.98 12.89 0.011 4.33 4.38 0.007
o, pec testu veikSanas 12.55 14.12 3.95 4.41 4.52 0.0096




Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nr2 Grupa 4-47.
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nr2
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Atkartotu darbibas stabilitates testu

Eskperiments. Nr2
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nr2 Grupa 5-56.
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nr2 Grupa 5-56.
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Atkartotu darbibas stabilitates testu
veikSana

Eskperiments. Nr2
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Secinajumi
Analizéjot abus eksperimentu rezultatus, var izdarit Sadus secinajumus:

* lepriekseja peétijuma izdaritajiem secinajumiem par termovadosas
izolejosas kartas ALN ietekmi tika guts apstiprinajums — butiska
ietekme uz rezistoru parametru stabilitati (paraugi no grupas 5-56)

e Slodzes stravai ir ietekme uz pretestibas dreifésanu, tomeér ta ir uzdoto

normu robezas, mazaka ietekme neka citiem faktoriem.

* Butisku ietekmi dod temperaturas iedarbiba, kas tika secinats péc

absolutas kludas analizes.



Secinajumi
Analizéjot abus eksperimentu rezultatus, var izdarit Sadus secinajumus:

e Kartinas ALN virsmas raupjums butiski ietekmeé rezistoru parametrus.
NepiecieSams atrast risinajumus ka samazinat virsmas raupjumu
kartinai ALN. Lai iegutu Sadas zinasanas, javeic pétijums par izlidzinosas
kartas ar bazi LP CVD Si3N4 ietekmi, kas ir izraisijis pétijumam Nr.3.

nepiecieSama laika palielinasanu.



